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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotow przedmiot specjalnosciowy

Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zaje¢ polski

Usytuowanie modutu w planie studidow - semestr semestr 2

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) TAK

Liczba punktéw ECTS 3

E:?(;vn\::dzenia zajeé wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt seminarium
Ry 30 15




EFEKTY UCZENIA SIE

Svmbol Odniesienie do
Kategoria Y Efekty ksztatcenia efektow
efektu )
kierunkowych
Wo1 Student zna i rozumie podstawowe definicje dotyczace MiBM2_W12
systemow pomiarowych.
W02 Student ma uporzadkowang wiedze w zakresie struktury MiBM2_W12
Wiedza systemu pomiarowego i jego elementéw.
Student zna i rozumie sposoéb dziatania przewodowych i .
) . MiBM2_W12
W03 bezprzewodowych rozproszonych systemoéw pomiaro- -
wych.
uo1L Potrafi tworzy¢ i konfigurowac proste systemy pomia- MiBM2_U02
rowe.
Umiejetnosci | U02 Potrafi zbiera¢ i skalowa¢ dane pomiarowe. MiBM2_U11
U03 Potrafi budowac¢ ztozone tory pomiarowe i tworzy¢ pro- MiBM2_U11
gramy realizujgce pomiary.
Kompetencje RQngle pgtrze_bg uczenia sie przez cate zycie, szcze- MiBM2_KO1
K01 golnie w dziedzinie komputerowych systeméw pomiaro-
spoteczne wych

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec*

Tresci programowe

wyktad

Systemy pomiarowe - podstawowe pojecia i definicje.

Sprzet pomiarowy.

Projektowanie urzgdzen wirtualnych — LabVIEW.

Zasady programowania modutéw RT.

Zarzadzanie danymi - optymalizacja i monitorowanie.

Struktura systemu pomiarowego.

Doktadnos¢ pomiaréw i dynamika systemow pomiarowych.
Przetworniki cyfrowo-analogowe i analogowo-cyfrowe.

Karty pomiarowe i ich parametry.

Czujniki i kondycjonery w torze pomiarowym.

Komputery w systemie pomiarowym.

Rozproszone przewodowe systemy pomiarowe, CAN, PROFIBUS.
Interfejsy pomiarowe IEEE-488, LAN, RS-232C, RS-485, RS-422A, RS-449, RS-530.
Modutowe systemy pomiarowe.

Systemy pomiarowe z bezprzewodowg transmisjg danych.

laboratorium

Konfiguracja kart i modutéw pomiarowych w LabVIEW - MAX.

Akwizycja danych pomiarowych, zapis do pliku.

Skalowanie toru pomiarowego.

Budowa systemu pomiarowego w srodowisku LabVIEW.

Pomiar wielko$ci elektrycznych przy zastosowaniu kart AC.

Budowa systemu pomiarowego opartego na komputerowych modutach akwizycji da-
nych.

Pomiar temperatury przy zastosowaniu komputerowych modutéw akwizycji danych.
Eliminacja zaktécen pomiarowych - filtracja sygnatow.

Analiza danych pomiarowych.

Budowa programu kontrolno-pomiarowego dla modelu symulacyjnego.

Budowa programu kontrolno-pomiarowego dla obiektu rzeczywistego.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zajec




METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia (zaznaczy¢ X)
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
wo1 X
w02 X
W03 X
uo1 X
uo2 X
uo3 X
K01 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

FO-I’m'il Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajeé
wyktad egzamin Uzyskanie co najmniej 50% punktéw.

laboratorium | zaliczenie z oceng

Obecnosé na zajeciach. Uzyskanie pozytywnych ocen ze
wszystkich sprawozdan.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS
Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obciazenie studenta nostk
a
w C L P
1. Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow h
30 15
2. Inne (konsultacje, egzamin) 4 2 h
3 Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela 51 h
" | akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela akade- 2,0 ECTS
mickiego
5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 24 h
6. Liczba punktéw EC_:TS, _ktora student uzyskuje 1.0 ECTS
w ramach samodzielnej pracy
7 Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakte- 25 h
" | rze praktycznym
Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje
8. . . 1,0 ECTS
w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obcigzenie praca studenta 75 h
10, Punkty ECTS za n.lodu'i N 3 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta




LITERATURA

Nawrocki W., Komputerowe systemy pomiarowe, WKL 2002.

Nawrocki W., Rozproszone systemy pomiarowe, WKL Warszawa 2006.

Tumanski S., Technika pomiarowa, WNT Warszawa 2007.

Ttaczata W., Srodowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo, WNT 2002.
Gotebiowski J., Laboratorium Komputerowych Systeméw Pomiarowych, Polit. tODZ, 2004.
Swisulski D., Komputerowa Technika Pomiarowa, PAK, 2005.

Chrusciel M., LabVIEW w praktyce, BTC, 2008.

Gajda J., Szyper M., Modelowanie i badania symulacyjne systemow pomiarowych, AGH, 1998.
Stabrowski M. M., Miernictwo elektryczne, Cyfrowa technika pomiarowa, Politechnika Warszaw-
ska 1999.

10. King R. H., Introduction to data acquisition with LabVIEW, 2009.

NGO~ WNE



